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摘要(译)

使用定量超声技术对组织进行分类的系统和方法。直接从在超声扫描期
间从感兴趣区域获取的原始回波信号数据计算参数，并且使用这些参数
产生参数图。在使用参考数据对回波信号数据进行归一化之后，可以计
算这些参数，以便减轻仪器设置，超声波束衍射和衰减效应的变化的影
响。从这些参数图计算一阶和二阶统计测量值，并用于对感兴趣区域中
的组织或组织进行分类。使用这些系统和方法，可以将组织分类为不同
的分类水平。例如，可以另外对表征为恶性癌症的组织进行分级（例
如，I级，II级或III级）。
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